Uberblick

Elektronenmikroskopie Rontgenabsorp- Positronenannihi- Licht-, Phasen-

(TEM, SEM, STM) tionspekir. lation: kontrastmikroskopie

Photoelektronenspektr. (XAS, EXAFS, - Lebensdauer (PCM)

(XPS, UPS, ARPES, IPE) | XANES) - Doppler, CDB, ACAR | Optische

Auger-Elektronenspektr. | Rontgenbeugung, - | Mionspinrotation (uSR) | Nahfeldmikroskopie

(AES, PAES, XAES) streuung Magnetische Raman-, Brillouin-,

Elektronenbeugung (XD, SAXS) Kernresonanz (NMR) | Rayleighstreuung

(LEED, RHEED) Rontgenfluores- | ~ostarte Winkelkor- IR-Spektroskopie

Energieverlustspekir. zenz relation (PAC) Ellipsometrie

(EELS) (XRF) Mossbauer

Elektronenspinresonanz B

(ESR) RONTGEN | yukLEARE SONDEN LICHT
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n-Beugung, -Streuung lonenstreuung Rasterkraftmikroskopie | Kristalle /

(ND, SANS) (RBS, ERD) (AFM,MFM) Probenpraparation

n-Reflektometrie Sekundarionen- 3D-Atomprobe Thermoanalysis
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Themen

Methode

Ziel

Technische Voraussetzung

UHV, Kristalle, Probenpraparation

Kristallziichtung

Probenpréaparation

VolumengroBen | (Magnetisierung, spezifische Warme)

Phasenilibergange

VolumengroBen Il (Transporteigenschaften)

e+ Lebensdauer (PALS)

Defektspektroskopie (Oberfl. & Vol.)

e+ Doppler (CDBS)

El.-impulsverteilung, Defektspektroskopie

e+ Winkelkorrelation (ACAR)

Elektronische Struktur, Fermi-Flachen

Auger-Elektronenspektroskopie (AES, PAES, XAES)

Elementspezifische Oberflachenuntersuchung

Photoelektronenspektroskopie (XPS, UPS, ARPES, IPE)

Elektronische Struktur

Kraftmikroskopie (AFM, MFM)
Rastertunnelmikroskopie (STM, SEM)

Oberflachentopologie

Elektronenbeugung und -mikroskopie (TEM, LEED)

Krsitallstruktur (Ortsraum & reziproker Raum)

Resonanzmethoden (ESR, NMR, uSR)

Chemische Umgebung, magn. Eigenschaften

n-Streuung

Struktur, Dynamik, Magnetismus

.ouvam.




